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1. Какие контрасты позволяют получать изображение, связанное с топографией поверхности образца, в режиме визуализации вторичных электронов в сканирующем электронном микроскопе? 
2. Какой сигнал измеряет сканирующий туннельный микроскоп в режиме постоянной высоты?
3. Каково разрешение атомно-силового микроскопа по вертикали?
